Abstract

Tenké filmy na bazi heterostrukturni smési amorfniho a mikrokrys-
talického kiremiku maji perspektiond vyuZiti pri virobé levngch fotovoltaickijch
clanku. Lokdlni elektrické vlastnosti mikrokrystalickijch kifemikouvijch zrn za-
pusténych v amorfni kiremikové fdzi byly detailné studovdny s mikrometro-
vgm a nanometrovym rozlisenim. Byly provedeny mérent topografie a lokdlni
elektrické vodivosti pomoci mikroskopu atomdrnich sil (AFM) za standart-
nich atmosférickijch podminek. Elektronovy mikroskop spolu s AFM zjistily,
ze mikrokrystalickd zrna zaujimajgi konstantni tvar, klery lze v prunim pri-
blizeni charakterizovat jako kuzel s vrchni kulovitou cepici. V simulacnim
programu, Comsol Multiphysics byl vytvoren jednoduchy model krystalického
zrna, ktery byl ddle podrobovdn rizngm fyzikdlnim podminkdm. Tento text
tudiZ poddvd jak experimentdlni, tak teoreticky pohled na jemnou strukturu a

lokdlnt elektrické vlastnosti tenkijch filmai.
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